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Przedmiotem wynalazku jest spos6b odwzorowa-
nia defektéw w monokrysztatach.

Znany jest spos6b odwzorowania defektéw w mo-
nokrysztalach polegajgcy na tym, ze prbébke wraz
z filmem wprowadza sie w oscylacje wok6! wspdl-
nej osi, przy czym film umieszczany jest réwno-
legle do badanego obszaru w mozliwie malej od-
legto$ci. Badany obszar prébki umieszcza si¢ styez-
nie lub w przecieciu z okregiem -ogniskowania.
W miejscu styczno$ci lub przeciecia warto§é kata
miedzy promieniem padajacym, a wybrana ptasz-
czyzng sieciowg spelnia warunki ugiecia, okreslone
odlegloScia miedzyptaszczyznowg i wybrang diugo-
§cig fali rentgenowskiego promieniowania wycho-
dzacego rozbiezna wigzkg ze Zr6dia punktowego.

Podczas obrotu prébki wokét osi obrotu lezacej
na okregu ogniskowania, promien ugiety pochodzi
od miejsca obszaru badanego, ktére odpowiada
miejscu przecigcia lub stycznoSci tegoz obszaru
z okregiem ogniskowania, przy czym badany obszar
i o§ pozostajg stale w jednej plaszczyZnie. Promie-
nie ugiete sg skupione w ognisku quasiliniowym.
réwnoleglym do osi obrotu, okre§lonym wartoscig
kata miedzy promieniem padajagcym a wybrang
plaszezyzng sieciowa, odlegloScia osi obrotu od
zré6dta punktowego oraz katem miedzy uginajgea
plaszczyzng sieciowg a badanym obszarem.

Wyzej opisany spos6b ma te wade, ze wystepuje
rozciggniecie obrazu w kierunku réwnoleglym do
osi obrotu, wynikajace z rozbiezno$ci wiazki, ktére
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mozna tylko czeSciowo zredukowaé przez zblizenie
filmu do prébki. Natomiast w kierunku prostopad-
Iym do osi obrotu badany obszar jest odwzorowy-
wany w skali 1:1 przez co mastepuje deformacja
obrazu. Ponadto spos6b ten nie zapewnia naswiet=
lenia filmu promieniowaniem o statej dtugoéci fali, -
co zmusza do stosowania filtr6w oraz — zwlaszcza
w przypadku wigkszych prébek — wystepujg tu
zakl6cenia takie, jak na przyklad nakladanie sie
obraz6w pochodzgcych od réznych plaszczyzn sie-
ciowych.

Celem wynalazku jest opracowanie ‘takiego sposo-
bu odwzorowania defektéw w monokrysztalach,
ktéry laczy w sobie zalety sposobu opisanego po-
wyzej. Przede wszystkim krétki czas ekspozycji
wynikajacy z uzycia promieniowania charaktery-
stycznego oraz tatwo$é wykonania urzgdzen do sto-
sowania tego sposobu, wynikajgcg z braku sprze-
zen ruchéw réznych elementdéw, a ponadto daje
obszerniejsze, bardziej precyzyjne i wolne od za-
kt6ceni informacji o badanej prébce.

Cel ten osiggnieto dzieki temu, iz quasiliniowe,
réwnolegle do osi oscylacji ognisko, w ktérym zo-
stajag skupione promienie ugiete na badanym ob-
szarze pr6bki ogranicza sie przeslong szczelinows,
a film umieszcza sie r6wnolegle do osi oscylacji na
drodze promieni ugietych na zewnatrz okregu ogni-
skowania, przy czym warto§¢ kata nachylenia fil-
mu do powierzchni probki jest taka, ze wydluzenie
obrazu obszaru badanego prébki w plaszczyZnie
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prostopadlej do osi, wokét ktérej oscyluja prébka
wraz z filmem, réwne jest wydluZeniu obrazu réw-
nolegtemu do tej osi, spowodowanemu rozbieznoS-
cig wigzki promieni rentgenowskich.

Wynalazek zostanie ponizej szczegédlowo objasnio-
ny na padstawie rysunku, ktéry ilustruje przebieg
promieni rentgenowskich przy odwzorowaniu de-
fektébw sposobem wediug wynalazku.

Badany obszar prébki umieszcza sie w przecieciu
lub stycznie do okregu ogniskowania w pozycji AB
i wprowadza w ruch oscylacyjny woké6t osi A le-
Zgce) na okregu ogniskowania we wspdlnej ptasz-
czyinie z obszarem badanym. Promienie rentge-
nowskie, o widmie charakterystycznym, wychodzg-
ce ze irfdia punktowego O zostajq ugiete tylko
przez te miejsca obszaru badanego probki, w kit6-
rych obszar ten przecina sie lub jest styczny z okre-
giem ogniskowania, a wiec tylko wtedy, gdy spel-
niony jest warunek, Ze kgt miedzy promieniem pa-
dajacym a wybrang plaszczyzng sieciowa jest ro6w-
ny zadanemu katowi Q. Tak ugiete promienie zo-
stajg skupione w quasiliniowym, réwnoleglym do
osi ognisku K, ktére ograniczono nieruchomg prze-
_stong szczelinows P. Przeslona P zapewnia, ii do
obszaru poza okregiern ogniskowania nie przedosta-
ja sie promienie o dlugosci fali réénej od zadanej
lub ugiete przez plaszczyzne sieciows r6zng od wy-
brahej.

Dla unikniecia deformacji obrazu wystepujgcych
podczas oscylacji probki na przyklad w zakresie
kata o od pozycji AB do pozycji AB’, gdy film be-
dzie oscylowat réwnolegle do obszaru badanego od-
powiednio od pozyqji CD do pozycji C'D’ konieczne
jest uzyskanie w plaszczyZnie prostopadlej do osi
A wydluzenia réwnego powstalemu wskutek roz-
bieznoéci wigzki w plaszczyinie ré6wnoleglej do osi
A, zatem stosunek dlugoéci ocbrazu na filmie w pla-
szezyZnie prostopadiej do osi obrotu do odpowiada-
jacej mu diugoéci obszaru badanego musi byé réw-
ny stosunkowi diugoéci drogi optycznej miedzy
Zrédlem promieni a filmem do diugofci drogi op-
tycznej miedzy frédiem a badanym obszarem préb-
ki. W tym celu fillm wmieszcza sie réwnolegle do osi
A tek, by jeden jego koniec C opieral sie na prostej
AC przechodzacej przez of A i ognisko K, a drugi
koniec E §lizgat sie po prostej BF réwnoleglej do
prostej AC.

Przy obrocie badanego obszaru prébki na przy-
kiad o kat a od pozycji AB do pozycji AB’ orac
filmu odpowiednio od pozycji CE do pozycji C'E’,
w ktérej jego kofice leig na prostych réwnolegtych
AC’ i BF', odcinek AB bedzie odwzorowany w po-
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4 .
staci odcinka C’E’, czyli rozcigganie obrazu obsza-
ru badanego w plaszczyZnie ré6wmnoleglej do osi A

. bedzie ré6wne rozciggnieciu w plaszezyZnie prosto-

padiej do osi A przy spelnieniu warunku OA > AB.

Dzigki ograniczeniu ogniska promieni ugietych
przestong szczelinowg i umieszczeniu filmu na dro-
dze promieni ugietych na zewnatrz okregu ognisko-
wania, film zostaje nas$wietlony promieniowaniem
o okreSlonej dlugosci fali, ugietymm przez jedns,
okre§long plaszczyzne sieciowy. Pozwala to unik-
naé zaklécen w postaci na przyklad zaczernien fii-
mu wynikajgcych z na$§wietlenia promieniowaniem
o réznej od zadanej diugo$ci fali lub wynikajgcych
zZ ugiecia promieni przez plaszczyzny sieciowe réz-
ne od wybranej.

Nachylenie filmu do badanej prébki daje réwno-
mierne rozciggniecie obrazu prébki, a wiec umozli-
wia otrzymywanie zdjeé czytelnych i latwych do
interpretacji. )

Urzadzenia pracujace na zasadzie sposobu wediug
wynalazku pozwalajg na umieszczenie filmu w réz-
nych odleglo$ciach od badanej prébki, przez co moz-
na bardziej jednoznacznie lokalizowaé defekty sie-
ci oraz okre$laé niektére wielkoSci z tymi defekta-
mi zwigzane, jak na przyklad dezorientacje blokow
mozaiki. Ponadto spos6b wedlug wynalazku, przez
wyeliminowanie filtréw, pozwala na uzyskanie czy-
telnych obrazéw przy czasie ekspozycji nie przekra-
czajacym jednej godziny.

Dodatkowsg zaletg stanowi mozliwo§é swobodnego
wyboru linii widma charakterystycznego. -

Zastrzezenia patentowe

Sposéb odwzorowania defektéw w monckryszta-
tach polegajacy na tym, ze prébke oraz film wpro-
wadza sie we wspblne oscylacjie wokél osi, lezacej
w tej samej plaszczyinie, co badany obszar prébki,
ktéry ugina promieniowanie rentgenowskie, zma-
mienny {ym, Zze réwnolegle do osi oscylacji, quasi-
liniowe ognisko promieni ugietych ogranicza sig
przestong szczelinowg a film umieszeza sie réwno-
legle do osi oscylacji na drodze promieni ugietych
na zewnagtrz okregu ogniskowania, przy czym war-
tosé kata nachylenia filmu do powierzchni proébii
jest taka, Zze wydiuzenie obrazu obszaru badanego
prébki w plaszczyZnie prostopadlej do osi, wokét
ktérej oscylujg prébka wraz z filmem, réwne jest
wydluieniu obrazu tego obszaru, réwnoleglemu do-
tej osi, spowodowanemu rozbiezno§cia wigzki pro-
mieni rentgenowskich.
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